






























































专利名称(译) 集成电路装置，超声波测量装置，超声波探头和超声波诊断装置

公开(公告)号 US20140088431A1 公开(公告)日 2014-03-27

申请号 US14/035284 申请日 2013-09-24

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 MIYAZAWA TAKAO

发明人 MIYAZAWA, TAKAO

IPC分类号 H02N2/18 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4483 H02N2/181 A61B8/4405 A61B8/4427 A61B8/4494 B06B1/0207 G01S15/8915 G01S15
/8927 G10K11/346

优先权 2012210462 2012-09-25 JP

其他公开文献 US9509236

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

集成电路装置包括发送电路TX1至TX64，其发送关于具有多个超声换能
器元件的超声换能器装置的通道CH1至CH64的发送信号，以及执行切换
操作的切换电路。开关电路设置在发送电路TX1至TX64的接收电路和输
出节点NQ1至NQ64之间。然后，执行操作，其中将发送信号从发送电路
TX1至TX64到接收电路的信号传送设置为在发送时段中不被传送。执行
切换操作，其中来自从信道CH1至CH64中选择的信道的接收信号在接收
时段中输出到接收电路。
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